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Defektograf magnetyczny
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Przedmiotemr wynalazku jest defektograf magne-
tyczny, przeznaczony do wykrywania wad i uszko-
dzen wysiepujgeyech w materialach ferromagne-
tycznych na przykiad w odlewach, elementach spa-
wanych, w wyrobach walcowanych jak blachy,
rury, szyny oraz w linach stalowych.

Znane defektografy magnetyczne na przykiad
2z patentu nr 46897 majg te wade, Ze wymagajg
stosowania kompensacji wskazan w zaleznosci od
predkosci badania, a ponadic predko$é, z jaka
mozina prowadzié badania wyncsi co najmnie}
0,5 m/sek oraz nie moze przekroczy¢ 3 m/sek. Zna-
ne sg réwniez defektoskopy z czujnikami, zasila-
nymi pragdem zmiennym, pracujace na zasadzie po-
miaru zmian opornoSci probki dla prgddw wirc-
wych lub na zasadzie pomiaru przesuniecia fazo-
wego, nie dajg one jednak dobrych wynikéw przy
wykrywaniu wad i uszkodzen wewnetrznych, po-
lozonych gleboko pod powierzchnig, z uwagi na
wystepujgce zjawisko naskérkowosci.

Znany defektoskop do szyn kolejowych jest wy-
posazony w czujnik, ktory pozwala na wykrycie
uszkodzen wiekszych niz 20%, przekroju giowki
szyny, a brak rejestratora uniemozliwia bezpoSred~
ni zapis wykrytych uszkodzen.

Wad tych nie ma defektoskop magnetyczny we-
diug wynalazku, ktéry skiada sie z magnesu sta-
lego z nabiegunnikami, magnesujgcego odcinek
badanej probki, oraz czujnika, wyposazonego
w uzwojenia nawiniete na rdzeniach, z materialu
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o prostokainej charakterystyce magnesowania i po-
tgczone szeregowo w ten sposob, ze sgsiednie uzwo-
jenia, malozone na wspblny rdzed s3 wlgczane
w dwie rbine galezie mostka, przy czym czujnik
zasilony z generatora mierzy pole magnetyczne nad
powierzchnia namagnesowanej prébki.

Ponadto defektograf zawiera wzmacniacz pradu
zmiennego, z kidrego sygnai jest przekazywany do
demodulatora, znoszacego czestotliwo§é generato-
ra oraz w przyrzad wskazujgcy i rejestrator, stu-
igcy do odezytywania wynikdéw pomiaru.

Defektograf wedlug wynalazku jest uwidocznio-
ny w przykiadowym wykonaniu na rysunku, na
ktérym fig. 1 przedstawia schemat blokowy defektio-
grafu, fig. 2 — schemat elekiryczay czujnika, fig.
3 1 fig. 4 przedstawiajs konstrukcie czujnika do
badania lin w przekroju podiuznym i poprzecznym,
fig. 51 fig. 6 — fen sam czujnik i w tych samych
przekrojach w zastosowaniu do badan szyn, fig. 7
i fig. 8 — ten sam czujnik i w tych samych prze-
krojach w zastosowaniu do badania odlewbw
i spawbw, a fig. 9 1 fig. 10 — ten sam czujnik
i w tych samych przekrojach w zastosowaniu do
badania drutéw i pretéw.

Defektograf magnetyczny wedlug wynalazku
skizda sie z tranzystorowego lub lampowege gene-
ratora 1, o czestotliwodci kilku kHz, wyposazonego
we wzmacniacz 2 mocy, kibry jest polaczony za-
ciskami 3 i 4 z czujnikiem 5 (fig. 1). Czujnik 5 pra-
cuje w ukiadzie mostka, ktéry sklada sie iz uzwo-
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jeh wykonanych w postaci cewek 6, polaczonych
szeregowo i naloZonych parami na rdzenie 7, za-
opatrzone w nabiegunniki 8 { 9 (fig. 2). Rzenie 7,
wykonane z materialu o prostokgtnej charakiery-
styce magnesowania, sg magnesowane pradem
zmiennym.

Czujnik 5 zawiera ponadto oporniki 18 oraz po-
tencjometr 11 i kondensator 12. Sygnal z czujnika 5
jest odbierany z zaciské6w 13 i 14 przez wzmac-
niacz 15, ktéry jest wyposazony w flitr, przepusz~
czajacy sygnal o czestotliwodei dwukrotnie wyzZsze]j
w stosunku do czestotliwoSci generatora 1. Sygnal
wzmacniacza 15 jest przekazywany do demcdula-
tora 16, ktéry jest prowadzony napieciem podwdj-
nej czestoiliwodel z generatora 1. Wynik pomiaru
odczytuje sie na wskazniku 17 i rejestratorze 18.
Za pomocg potencjometru 11 i kondensatora 12
mozna zréwnowazyt galezie mostka 1 wyeliminowaé
podstawowsg harmoniczng napiecia, pochodzgcego
z generatora 1.

W przypadku, gdy uklad pomiarowy znajdzie sie
w stalym polu magnetycznym, nasycenie rdzeni 7
ulega zmianie, powodujac pojawienie sie parzy-
stych harmonicznych na wyjdciowych zaciskach 13
i 14 czujnika 5. Czujnik 5 mierzy nateienie pola
magnetycznego nad powierzchnig badanej prébki,
ktora jest magnesowana magnesem stalym. W przy-
padku uszkodzenia wewnagtrz prébki, linie pola
magnetycznego wychodzg ponad jej powierzchnie,
powodujgc zmiane natezenia pola w tym miejscu.

Defektograf magnetyczny wedlug wynalazku ma
w zaleznosci od przeznaczenia szereg odmiennych
rozwigzan, réinigeych sie niektérymi elementami
konstrukeyjnymi czujnikébw. W przypadku zasto-
sowania defektografu do badania lin stalowych,
cewki 8 czujnika, osadzone parami na jednym rdze-
niu, sg rozmieszezone promieniowo wokoél badanej
liny, a nablegunniki 8 i 9 czujnika sz wykenane
z materialu magnetycznie miekkiego, ma przykiad
z Zelaza ,armco” w postaci piericieni, obejmujg-
cych line (fig, 3 i fig. 4).

Czujnik przeznaczony do badania szyn, jest wy-
posazony w cewki 6, umieszezone parami réwno-
legle craz w nabiegunnik 8 w postaci plaskownika
i nablegunnik 9 w postaci ceownika, przy czym
nabiegunniki 8 i 9 sg wykonane z materialu mag~
netycznie miekkiego (fig. 5 i fig. 6). W zastosowa-
niu do badania odlewdw i spawbw, czujnik jest
wyposazony w nablegunniki 8 i 9 takie same, jak
w czujniku, przeznaczonym do badania szyn, a po-
nadto jest zaopatrzony w wymienne nakladki 19
i 20 (fig. 71 £fig. 8), wykonane na przyklad z Zelaza
Harmco”, ktére umozliwiajg dostosowanie szerokosc:
czujnika do szerokosci badanego spawu

Magnesowanie badanej prébki edhywa sie w ki
runku prostopadiym do spawu, natomiasi ruch
czujnika i magnesu odbywa sie wzdiuz spawu. Ina~-
czej jest przy badaniach, dotyczacych drutéw i pre-
téw ze wzegledu na to, ze wady, wystepujace w ma-
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terialach walcowanych w postaci pecherzy, walco-
wan lub peknieté wydiuzaja sie znacznie w czasie
procesu przeciggania i w drutach lub w pretach
wystepujg w postaci rozwarstwien o diugosci, do-
chodzacej do kilkunastu metréw.

Tego typu nieciggioei nie mozZna wykry¢ przez
magnesowanie podtuine drutu, tylko przez magne-
sowanie w kierunku poprzecznym. W tym celu
magnes 21 i cewki T czujnika, przymocowane do
tulei 22, ktdra jest zaloiyskowana w korpusie 23,
wykonuja ruch obrotowy wzgledem drutu 24, prze-
suwajgcego sie przez zesp6t pomiarowy (fig. 9 1 fig.
10). W wyniku tego badanie drutu 24 odbywa sie
po linii $rubowej. Zasilanie czujnika oraz sygnatl
pomiarowy sg pokazane za pomoca pierScieni 25
umieszezonych w tulei 22 oraz szczotek 26, w ktére
zaopatrzony jest korpus 28.

Defektograf magnetyczny wedlug wynalazku
umozliwia wykrywanie maltych uszkodzen, na przy-
klad w linach stalowych wykrywalne uszkodzenia
wynoszg od 0,2%, przekroju liny. Korzysing cechg
defektografu wedlug wynalazku jest réwniez i to,
ze badanie uszkodzen mozna prowadzié przy réi-
nych predkosciach przesuwania czujnika wzgle-
dem badanego przedmioctu, przy czym wielkos§é
wskazan jest nie zalezna od predkosci.

Zastrzezenia patentowe

1. Defektograf magnetyczny tranzystorowy Iub
lampowy, skiadajacy sie z magnesu trwalego,
generatora, czujnika, wzmacniacza, demodulate-
ra, wskaznika i rejestratora, znamienny tym, ze
czuinik (5} jest wyposaiony w uzwojenia, na-
winiete w postaci jednej lub wigcej par ce-
wek (8), nalozonych na rdzenie (7} i potaczonych
szeregowo w ten sposdb, Ze sasiednie cewki (6),
nalozone na wspélny rdzen (7} sg wiaczone w
dwie réine galezie mostka, przy czym rdzenie
(7) sa zaopatrzone w nabiegunniki 8 i 9), wy-
konane z materialu magnetycznego miekkiego
i uksztaltowane w postaci pier§cieni, obejmujg-
cych line.

s

Odmiana defektografu wedlug zastrz. 1, zna-
mienna tym, ze w zastosowaniu do badania szyn,
czujnik (5), ma nablegunnik (8) w postaci plas-
kownika i nabiegunnik {8} w postaci ceownika,
a do badania spawdw i odlewdw jest dodatkowo
wyposazony w wymienne nakladki (19 i 20), wy-
konane z materiatu magnetycznie miexiziego.

3. Odmiana defektografu wediug zastrz. 1, zna-
mienna tym, Ze magnes (21) i cewki {6) czuj-
nika (5) sg przytwierdzone do tulei (22), wypo-
sazone] w pilericienie (25), ktdéra jest ulozysko-
wana obrotowo w korpusie (23), zaopatrzonym
w szezotki (26), przy czym badany drut (24),
przesuwajacy sie przez zesp6! pomiarowy jest
magnesowany poprzecznie.
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